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Departamento de Matemática Aplicada y Estad́ıstica
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1. i) Indica el interior, la clausura y el conjunto de los puntos de acumulación de los

siguientes subconjuntos de R2:

A = {(x, y) ∈ R2 | x2 + y2 < 1} \ {(0, 0)}
B = {(x, y) ∈ R2 | x2 < y, y ≤ 4}
C = {(x, y) ∈ R2 | x2 + y2 ≤ 1} ∪ {(0, 2)}
¿ Cuáles son abiertos? ¿Cuáles son cerrados? (0.5 puntos)

ii) Analiza la continuidad y la diferenciabilidad en (0, 0) de la función f : R2 −→ R tal

que f(x, y) =


2x2y

x4 + y2
si (x, y) 6= (0, 0)

0 si (x, y) = (0, 0)

(0.5 puntos)

iii) Analiza la continuidad, existencia de derivadas direccionales, existencia de derivadas

parciales y diferenciabilidad de la función:

f : R2 −→ R tal que f(x, y) =


2xy2p
x2 + y2

si (x, y) 6= (0, 0)

0 si (x, y) = (0, 0)

(1 punto)

iv) Si f : R3 −→ R2 | f(x, y, z) = (x2yz + xy2z, x2y + xz) calcula su diferencial en

(1, 1, 1). (0.5 puntos)

2. i) Comprueba que la ecuación xey + y cosx = 0 define a y como función impĺıcita de

x en un abierto de x = 0 donde toma el valor y = 0. Calcula su polinomio de Taylor de

grado 2 en x = 0. (1 punto)

ii) Calcula los extremos absolutos de f(x, y) = x2 + (y − 2)2 en D = {(x, y) ∈ R2 | y ≤
−x2 + 4, y ≥ 0}. (1.5 puntos)


